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Deutsche Gesellschaft fiir Elektronenmikroskopie e. V.

Geschaftsfithrung 2012-2013

Vorsitzender

Prof. Dr. Josef Zweck
Fakultit Physik

Universitidt Regensburg
90340 Regensburg

Tel.: 0941-943-2590, -4188
Fax: 0941-943-4544
E-Mail: josef.zweck@
physik.uni-regensburg.de

Stellvertretender Vorsitzender

Dr. Michael Laue
Robert-Koch-Institut
Nordufer 20

13353 Berlin

Tel.: 030 18754-2675
Fax: 030 18754-2571
E-Mail: lauem@rki.de

Geschiiftsfiihrer

Dr. Thomas Gemming

IFW Dresden

Helmbholtzstr. 20

01069 Dresden

Tel.: 0351 4659-298

Fax: 0351 4659-9298

E-Mail: T.Gemming@ifw-dresden.de

Schatzmeister

Max-Planck-Institut fiir
Intelligente Systeme
Heisenbergstr. 3

70569 Stuttgart

Tel.: 0711/ 689-3525
Fax: 0711/ 689-3522
E-Mail: sigle@is.mpg.de

Beisitzer

Prof. Dr. Michael Lehmann

Institut fiir Optik und Atomare
Physik (Sekr. ER1-1)

Technische Universitit Berlin

Strafie des 17. Juni 135

10623 Berlin

Tel.: 030 314-22567

Fax: 030 314-27850

E-Mail: lehmann@physik.tu-berlin.de

Dr. Martina Luysberg

Institut fiir Festkorperforschung
und Ernst Ruska-Centrum fiir
Mikroskopie und Spektroskopie
mit Elektronen
Forschungszentrum Jiilich
52425 Jiilich

Tel.: 02461 61-2417
Fax: 02461 61-6444
E-Mail: m.luysberg@fz-juelich.de

Dr. Thomas Miiller-Reichert
Medizinisch-Theoretisches Zentrum
(MTZ)

Technische Universitit Dresden
Fetscherstral3e 74

01307 Dresden

Tel.: 0351 458-6261

Fax: 0351 458-6305

E-Mail: mueller-reichert@
tu-dresden.de

Ehrenbeisitzer

Dr.-Ing. Gerhard Schimmel
Am Sonnenberg 17a

64385 Reichelsheim

Tel.: 06164-820

Fax: 06164-515364

E-Mail: GeSchimmel@aol.com

Von der Mitgliederversammlung
wurden gewéhlt

Rechnungspriifer

Dr. Kurt Scheerschmidt
Max-Planck-Institut fiir
Mikrostrukturphysik
Weinberg 2

06120 Halle

Tel.: 0345-5582910

Fax: 0345-5511223

E-Mail: schee@mpi-halle.de

Dr. Andreas Graff

Fraunhofer Institute for Mechanics of
Materials

Walter-Hiilse-Strafie 1

06120 Halle

Tel.: 0345 5589-113

E-Mail: andreas.graff@
iwmbh.fraunhofer.de
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Mitglied des Wahlausschusses

Dr. Ilona Dorfel

Bundesanstalt fiir Materialforschung
und -priifung

Fachgruppe V.1

»dtruktur und Gefiige von
Werkstoffen*

Unter den Eichen 87

12200 Berlin

Tel.: 030 8104 3512

Fax: 030 8104 1517

E-Mail: ilona.doerfel @bam.de

Dr. Jiirgen Thomas

IFW Dresden

PF 2701 16

01171 Dresden

Tel.: 0351 4659 250

Fax: 0351 4659 452

E-Mail: j.thomas@ifw-dresden.de

Redaktionsschluss fiir Nummer 35: 1. November 2012

Redaktion: Prof. Dr. Michael Lehmann, TU Berlin
Prof. Dr. Josef Zweck, Universitit Regensburg
Dr. Andreas Graff, Fraunhofer IWM, Halle
PD Dr. Armin Feldhoff, Universitit Hannover
Die Zeitschrift ist gegriindet worden von Dr. Bernd Tesche und Cilly Weichan.

Aktivitaten

Wissenschaftliche Tagungen

einschlieBlich der Mitgliederversammlungen
DGE-Laborkurse
DGE-Arbeitskreise

Offizielle Publikationsorgane

European Journal of Cell Biology
Ultramicroscopy

Arbeitskreise der DGE

Focused Ion Beam (FIB)
Dreildnderarbeitskreis FIB

Hauptsprecher:

Dr. Lorenz Holzer

EMPA

Ueberlandstr. 129

8600 Duebendorf

Schweiz

Telefon: +41 (44) 823 4490
E-Mail: Lorenz.Holzer@empa.ch

Stellvertretender Sprecher:

Dipl.-Ing. Michael Rogers
Austriamicrosystems

Schloss Premstitten

A-8141 Unterpremstitten

Osterreich

E-Mail:

michael .rogers @austriamicrosystems.com

Stellvertretender Sprecher:

Dr. Siegfried Menzel

IFW Dresden

Helmbholtzstr. 20

D-01069 Dresden

Deutschland

Tel.: +49 (351) 4659-214

Fax: +49 (351) 4659-452

E-Mail: s.menzel@ifw-dresden.de

Griindung: Sept. 2005 in Davos als Drei-
landerarbeitskreis D, CH, A

Aktivitdten: Arbeitskreistreffen, Workshops,
Informationsaustausch, Firmenkontakte

Energiefilterung und Elektronen-Energie-
verlustspektroskopie (EF & EELS)

Sprecherin:

Dr. Elisabeth Miiller

EMEZ

ETH Ziirich

Wolfgang-Pauli-Str. 16

CH-8093 Ziirich, Schweiz

E-Mail: elisabeth.mueller@emez.cthz.ch

Stellvertretender Sprecher:

Prof. Dr. Gerald Kothleitner

FELMI

Universitit Graz

Steyrergasse 17

A-8010 Graz, Osterreich

Tel: +43 316 873-8336

Fax: +43 316 811596

E-Mail: gerald kothleitner@felmi-zfe.at

Priparation und Abbildung
Nativer Systeme (PANOS)

1. Sprecher:

PD Dr. Thomas Miiller-Reichert

TU Dresden

Medizin-Theoretisches Zentrum

01307 Dresden

Telefon: (0351) 458-6261

Telefax: (0351) 458-6305

E-Mail: mueller-reichert@tu-dresden.de

2. Sprecher:

Dr. Michael Laue
Robert-Koch-Institut
Nordufer 20

13353 Berlin

Telefon: (030) 18754-2675
Telefax: (030) 18754-2571
E-Mail: lauem@rki.de

Aktivitdten: Laborkurse, Symposium

Elektronenmikroskopische
Erregerdiagnostik (EMED)

1. Sprecher:
Dr. Birbel Hauroder
ZInstSanBw Koblenz

Elektronenmikroskopie
Andernacherstr. 100

56070 Koblenz

Telefon: (0261) 896-7260

Telefax: (0261) 896-7269

E-Mail: baerbelhauroeder@zinstkob.de

2. Sprecher:

Dr. Matthias Konig

Institut fiir Virologie FB10
Veterindrmedizin
Justus-Liebig-Universitit Gielen
Frankfurter Str. 107

35392 Gieflen

Telefon: (0641) 9938-363
Telefax: (0641) 9938-379
E-Mail:
matthias.koenig@vetmed.uni-giessen.de

Hochauflosende Transmissions-Elektro-
nenmikroskopie (HRTEM)

Sprecher:

Prof. Dr. Michael Seibt

Universitidt Gottingen

IV. Physikalisches Institut
Friedrich-Hund-Platz 1

37077 Gottingen

Telefon: (0551) 39-4553

Telefax: (0551) 39-4560

E-Mail: seibt@ph4.physik.uni-goettingen.de

Stellvertretender Sprecher:

Dr. Tore Niermann

Technische Universitit Berlin

Institut fiir Optik und Atomare Physik
(Sekr. ER 1-1)

Strafle des 17. Juni 135

10623 Berlin

Telefon: (030) 314-21562

Telefax: (030) 314-27850

E-Mail: niermann@physik.tu-berlin.de
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Geschiftsfithrung

s
Tl S

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der DGE an Prof. Hannes Lichte (2.v.l) und Prof. Knut
Urban (3.v.l) durch den Geschiftsfiihrer der DGE, Thomas Gemming (1.v.l.) und den Vor-
sitzenden der DGE, Josef Zweck (r.). (Quelle: FZ Jiilich)

Neue Ehrenmitglieder der DGE
ernannt

Der Vorstand der DGE beschloss
einstimmig, drei neue Ehrenmitglieder
zu ernennen. Es handelt sich dabei um

e Prof. Dr. Hannes Lichte, Lehrstuhl
fiir physikalische Messtechnik der
TU Dresden

¢ Prof. Dr. Manfred Riihle, Direktor
des Max-Planck-Instituts fiir Metall-
forschung in Stuttgart

e Prof. Dr. Knut Urban, Direktor des
Instituts fiir Mikrostrukturforschung
des Forschungszentrums Jiilich

Die Verleihung der Ehrenmitglied-
schaft fand fiir die Herren Lichte und
Urban wihrend der Einweihungsfeier-
lichkeiten des PICO-Mikroskops am
Forschungszentrum Jiilich (siehe
Bericht in dieser Ausgabe) statt. Herr
Riihle war leider kurzfristig verhin-
dert, wird jedoch zum nichstmog-
lichen Zeitpunkt die Ernennungs-
urkunde vom Vorsitzenden iiberreicht
bekommen.

Die Laudationes fiir die neuen Ehren-
mitglieder sind nachfolgend abge-
druckt.

\

Prof. Dr. Hannes Lichte ist der
Pionier der atomar auflosenden Elek-
tronenholographie. Er hat in Kiel und
Tiibingen Physik studiert, wo er zur
Anfertigung seiner Diplomarbeit (Ab-
schluss 1972 mit dem Thema ,,Ein Mi-

chelson-Interferometer fiir Elektro-
nenwellen®) auf seinen akademischen
Lehrer Prof. Gottfried Mollenstedt ge-
troffen ist, der ihn fortan nicht nur fiir
die Elektronenwellen begeistert, son-
dern ihm auch die Freiheit in For-
schung und Lehre in besonderer Ver-

antwortung nédher gebracht hat. 1977
hat Prof. Dr. Hannes Lichte bei Gott-
fried Mollenstedt mit dem Thema ,,Ein
Auflicht-Interferenzmikroskop* pro-
moviert. Aufbauend auf den Arbeiten
von Prof. Wahl hat Prof. Dr. Hannes
Lichte die Bildebenen Off-axis Elek-
tronenholographie bis in den Bereich
der atomaren Strukturen weiterent-
wickelt und mit diesem Thema 1987 in
Tiibingen habilitiert. Nachdem er
zunichst eine Akademische Ratsstelle
innehatte, wurde er 1989 auf eine C3-
Professur in Tiibingen berufen. 1994
nahm er dann den Ruf auf eine C4-
Professur an der TU Dresden an. Mit
seinem grundlegenden physikalischen
Ansatz hat er immer wieder neue Ent-
wicklungen von Instrumenten, Metho-
den, Fragestellungen und sogar Ge-
biauden angestoen und intensiv ver-
folgt. In diesem Sinne hat er seit dem
Jahr 2000 zusammen mit seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern den
Triebenberg, Dresdens hochste Erhe-
bung, zu einem weltweit bekannten
Standort fiir exzellente Elektronenmi-
kroskopie und holographie entwickelt.

Die herausragenden Arbeiten von
Prof. Dr. Hannes Lichte sind mit zahl-
reichen Preisen und Auszeichnungen
bedacht worden: So erhielt er den
Helmbholtz-Preis 1977 fiir seine Arbei-
ten zum Elektronenspiegel. Sein Vor-
stol3 der Elektronenholographie in ato-
mare Dimensionen wurden 1987 mit
der Carus Medaille verbunden mit
dem Carus-Preis der Stadt Schwein-
furt sowie mit dem Forderpreis fiir die
Europiische Wissenschaft der Korber-
Stiftung (zusammen mit Prof. Mollen-
stedt, Prof. Herrmann und Prof. Lenz)
gewiirdigt. 1989 erhielt er fiir seine
Erfolge in der hochauflosenden Elek-
tronenholographie den Ernst-Ruska-
Preis der Deutschen Gesellschaft fiir
Elektronenmikroskopie. 2002 wurde
ihm die hohe Ehre zu Teil, als Mitglied
in die Leopoldina, weltweit é&lteste
Wissenschaftsakademie, gewihlt zu
werden, sowie eine Gastprofessur der
belgischen Franqui-Stiftung zu erhal-
ten. Erst kiirzlich hat ihm die Micro-
scopy Society of America (MSA) ihre
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hochste Auszeichnung, den Distin-
guished Science Award, zuerkannt.

Sein unermiidliches Engagement, Vor-
trage, Workshops und Tutorials zu
geben, hat die Elektronenholographie
in die Welt hinausgetragen. Dabei ist
ihm die Forderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses ein besonderes
Anliegen. Als langjdhriger Beisitzer
im Vorstand, als stellvertretender
(2002/03) und spiter Vorsitzender
(2004/05) der DGE, als zweimaliger
Ausrichter von DGE-Tagungen 1979
in Tiibingen und 2003 in Dresden, als
Mitglied der International Federation
of Societies for Microscopy (IFSEM)
von 1998 bis 2002, als Mitglied des
Ernst-Ruska-Preiskomitees von 2007
bis 2011 sowie vieler anderer nationa-
ler und internationaler Gremien hat
sich bis heute Prof. Dr. Hannes Lichte
auBerordentlich fiir die besonderen
Belange der Elektronenmikroskopie
eingesetzt und trigt diese auch fort-
wihrend in Politik und Gesellschaft.

Die Deutsche Gesellschaft fiir Elektro-
nenmikroskopie verleiht Herrn Prof.
Dr. Hannes Lichte die Ehrenmitglied-
schaft in Wiirdigung seiner wissen-
schaftlichen Leistungen und seines
engagierten Einsatzes fiir den wissen-
schaftlichen Nachwuchs sowie die Ge-
schicke der DGE.

Professor Dr. Manfred Riihle ist
langjdhriges Mitglied in der Deut-
schen Gesellschaft fiir Elektronenmi-
kroskopie (DGE) und war von 1994
bis 1997 Vorsitzender. Damit stand
Professor Dr. Manfred Riihle der DGE
langer als jeder andere vor. Er hat sich

in auBerordentlicher Weise fiir die
Belange der DGE verdient gemacht.
Wihrend seiner Amtszeit wurde der
Vorstand restrukturiert und die Wahl
des Vorstands auf Briefwahl umge-
stellt. Welche Bedeutung er der Trans-
missions-Elektronenmikroskopie (TEM)
wihrend seiner gesamten beruflichen
Laufbahn beigemessen hat wird aus
seinem Lebenslauf deutlich.

Professor Dr. Manfred Riihle hat 1962
das Diplom in Physik an der Univer-
sitdt Stuttgart erlangt. In seiner Promo-
tionsarbeit nutzte er die Moglichkeiten
der Transmissions-Elektronenmikro-
skopie indem er Kristalldefekte er-
zeugte und im Elektronenmikroskop
abbildete. Dies kombinierte er mit Be-
rechnungen des Bildkontrastes. Die
Verbindung von Theorie und Experi-
ment war fiir ihn bis zum heutigen Tag
ein zentrales Anliegen und ist beispiel-
haft. Nach der darauffolgenden For-
schungszeit am MPI fiir Metallfor-
schung in Stuttgart verbrachte Profes-
sor Dr. Manfred Riihle Forschungsauf-
enthalte am Argonne National Labora-
tory (1970/71) worauthin er eine Ar-
beitsgruppe ,,Transmissions-Elektro-
nenmikroskopie® am MPI fiir Metall-
forschung aufbaute. Wihrend dieser
Zeit erkannte er die Bedeutung innerer
Grenzfldachen, mit einem Schwerpunkt
auf keramischen Materialien. Profes-
sor Dr. Manfred Riihle wurde dadurch
zu einem Pionier dieses inzwischen
sehr bedeutsamen Forschungsfeldes.
1986 nahm Professor Dr. Manfred
Riihle eine Professur an der University
of California at Santa Barbara an. 1989
wurde er zum Direktor am MPI fiir
Metallforschung in Stuttgart ernannt.
Hier warb Professor Dr. Manfred
Riihle sehr erfolgreich neue Mikroskope
ein die weltweit Meilensteine im Be-
reich der Transmissions-Elektronen-
mikroskopie darstellten: das hochauf-
16sende JEOL JEM 4000EX, das erste
energiefilternde Transmissions-Elek-
tronenmikroskop mit in-column-Filter
(Zeiss 912 Omega), das erste Trans-
missions-Elektronenmikroskop mit 1
A Punktauflosung (JEOL ARM1250)
sowie das Zeiss SESAM welches ex-
trem hohe Energieauflosung im Be-
reich der Elektronenspektroskopie mit
hoher rdumlicher Auflésung verbin-
det. All dies hat die technische Ent-
wicklung von Elektronenmikroskopen
wesentlich gefordert.

Professor Dr. Manfred Riihle hat
auBlerdem sehr friih die Bedeutung der
TEM-Probenpriparation erkannt und
ein weltweit anerkanntes Priparations-
labor geschaffen. Wie wichtig ihm die
Weitergabe seines Wissens an die
junge Generation war spiegelt sich in
der Anzahl von 80 Doktoranden wider,
von denen 15 C3- und C4-Professuren
erhielten. Er hat somit einen wesent-
lichen Grundstein zur Forderung der
Wissenschaft im Bereich der TEM in
Deutschland gelegt.

Professor Dr. Manfred Riihle erhielt
1969 den Masing-Preis sowie 1999 die
Heyn-Gedenkmiinze, beides von der
Deutschen Gesellschaft fiir Material-
kunde.

Professor Dr. Knut Urban hat sich
sowohl fiir die Belange der Deutschen
Gesellschaft fiir Elektronenmikrosko-

pie (DGE) als auch fiir die Weiterent-
wicklung der Elektronenmikroskopie
eingesetzt. Die Statuten des Ernst-
Ruska-Preises wurden von ihm mafi-
geblich erarbeitet. Professor Urban
war maBgeblich an der Weiterent-
wicklung der Elektronenmikroskopie
zu einer quantitativen Wissenschaft
beteiligt. Unter seiner Federfiihrung
wurde zudem das erste Elektronenmi-
kroskop mit C,-Korrektor in Betrieb
genommen und die damit erzielbare
Auflosungssteigerung demonstriert.

Professor Dr. Knut Urban studierte
Physik an der Universitit Stuttgart und
promovierte dort im Jahr 1972 mit
dem Thema ,,Untersuchung der Elek-
tronenstrahlenschidigung in einem
Hochspannungselektronenmikroskop
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bei tiefen Temperaturen®. Bis 1986 ar-
beitete er am Max-Planck-Institut fiir
Metallforschung in Stuttgart, dann er-
hielt er einen Ruf an die Universitt
Erlangen-Niirnberg. 1987 wurde er auf
einen Lehrstuhl fiir Experimentalphy-
sik an der Rheinisch-Westfilischen
Technischen Hochschule Aachen be-
rufen sowie zeitgleich zum Direktor
des Instituts fiir Mikrostrukturfor-
schung im Forschungszentrum Jiilich
ernannt.

In seiner wissenschaftlichen Laufbahn
hat Professor Dr. Knut Urban als Fest-
korperphysiker auf sehr vielen Gebie-
ten gearbeitet. Dies beinhaltet Arbei-
ten liber die Erzeugung von atomaren
Fehlstellen in Metallen und ihre Diffu-
sionseigenschaften, auf dem Gebiet
der Quasikristalle und Quasikristall-
plasti-zitit, der Untersuchung komple-
xer Oxide und der Complex Metallic
Alloys.

Professor Dr. Knut Urban war 1990
Mitglied der Dreiergruppe, die bei der
Volkswagenstiftung einen Antrag zur

Verwirklichung der Aberrationskor-
rektur in der Elektronenmikroskopie
einreichte. Alle weltweiten vorherge-
henden Versuche die Aberrationskor-
rektur zu verwirklichen, waren {iber
rund 50 Jahre gescheitert. Die Dreier-
gruppe Prof. Dr. Rose, Prof. Dr. Haider
und Prof. Dr. Urban konnte schlieBlich
eine internationale Gutachtergruppe
iiberzeugen. Das Projekt war 1997 er-
folgreich. Ab 2000 konnte mit einem
im Rahmen des Projektes aufgebauten
Prototyp-Mikroskop zum ersten Mal
in groBerem Umfang wissenschaftlich
gearbeitet werden. Professor Dr. Knut
Urban hat mit seinen Mit-arbeitern in
der Folge die atomar abbildende Elek-
tronenmikroskopie experimentell um-
gesetzt.

Die in Science und in Nature Materi-
als, aber auch in PRL erschienen Ar-
beiten fiihrten die Elektronenmikro-
skopie in eine Hohe, wie sie in der
Festkorperphysik und den Material-
wissenschaften zuvor nicht bekannt
war. Auf dieser Basis konnte eine vol-
lig neue Generation elektronenopti-

scher Gerite entwickelt werden. Alle
Elektronenoptikfirmen stellen heute
Mikroskope her, die auf dieser Innova-
tion beruhen.

Professor Dr. Knut Urban konnte mit
seinen Mitarbeitern zeigen, dass ato-
mare Abstinde mit einer Genauigkeit
von etwa 1 Pikometer gemessen wer-
den konnen. Dies erlaubt es strukturel-
le Verschiebungen dieser GrofBe zu
messen und mit makroskopischen Ei-
genschaften oder theoretischen ab ini-
tio-Rechnungen von Eigenschaften
(z.B. DFT) zu vergleichen.

Professor Dr. Knut Urban erhielt den
Van Hippel Award (héchste Auszeich-
nung der Amerikanischen Materials
Research Society (MRS), die Ehren-
mitgliedschaft der MRS, den Karl-
Heinz-Beckurts-Preis fiir Innovation,
und gemeinsam mit Prof. Dr. Max
Haider (Heidelberg) und Prof. Dr.
Harald Rose (Darmstadt) den Interna-
tionalen Honda-Prize for Ecotechno-
logy der Honda-Stiftung sowie 2011
den Wolf-Prize in Physics.

Die
Deutsche Gesellschaft fiir Elektr

DCE Eromemmossorte e =

kopie e.V.

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR
ELEKTRONENMIKROSKOPIE

Die

ernennt durch einstimmigen Beschluss des Vorstands

den
Professor am Institut fur Strukturphysik, Technische Universitat Dresden

HERRN PROF. DR. HANNES LICHTE

zu ihrem Ehrenmitglied.

Die Gesellschaft ehrt damit den Forscher und Wissenschaftler, der mit
seinem grundlegenden physikalischen Ansatz die Entwicklung der
hochaufldsenden Elektronenstrahlholographie zu einer quantitativen
Untersuchungstechnik mafigeblich bestimmt hat.

Sie dankt dem langj&hrigen Vorstandsmitglied und Vorsitzenden der
Amtsperiode 2004/05 und dem zweimaligen Ausrichter der DGE-Tagung
dafir, dass er unter hohem persdnlichen Einsatz die Anliegen der
Elektronenmikroskopie energisch und erfolgreich voran gebracht hat.

Jalich, den 29. Februar 2012

r Vorsitzende Deg Geschaftsfuhrer

Deutsche Gesellschaft fiir Elektronenmikroskopie e.V.
ernennt durch einstimmigen Beschluss des Vorstands
den
Direktor des Max-Planck-Instituts fir Metallforschung, Stuttgart

HERRN PROF. DR. MANFRED RUHLE

zu ihrem Ehrenmitglied.

Die Gesellschaft ehrt damit den Forscher und Wissenschaftler, der
erfolgreich innovative quantitative Elektronenmikroskopie mit
materialtheoretischen Ansatzen zur Werkstoffcharakterisierung
kombiniert hat und sich darlber hinaus auch wesentlich um die
Praparationsmethodik verdient gemacht hat.

Sie dankt dem Vorsitzenden der Amtsperioden 1994/95 und 1996/97
dafir, dass er unter hohem persénlichen Einsatz die Anliegen der
Elektronenmikroskopie energisch und erfolgreich voran gebracht hat.

Jalich, den 29. Februar 2012

_%{ZJ L%x;

r Vorsitzende Der Geschaftsfihrer
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beigetragen hat.

Jilich, den 29, Februar 2012

It

orsitzende

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR
: D G E ELEKTRONENMIKROSHOPIE

Deutsche Gesellschaft fiir Elektronenmikroskopie e.V.
ernennt durch einstimmigen Beschluss des Vorstands

Direktor des Instituts fr Mikrostrukturforschung im Forschungszentrum

HERRN PROF. DR. KNUT URBAN

zu ihrem Ehrenmitglied.

Die Gesellschaft ehrt damit den Forscher und Wissenschaftler, der
erfolgreich zur Umsetzung und Anwendung der elektronenoptisch
korrigierten Abbildung und der damit erreichten sub-Angstrém Auflosung

Sie dankt Prof. Urban dafir, dass er die Neuorganisation des
internationalen Ernst-Ruska-Preises Ubernahm und unter hohem
personlichen Einsatz die Anliegen der Elektronenmikroskopie energisch
und erfolgreich voran gebracht hat.

&\ Gt e =

Der Geschaftsfuhrer

Ehrenmitglieder der

Deutschen Gesellschaft fiir Elektronenmikroskopie

Prof Dr.-phil. Hans Busch
Prof. Dr. Max von Laue
Prof. Dr.-Ing. Ernst Ruska
Prof. Dr. Ernst Briiche
Prof. Dr.-Ing. Max Knoll
Dr.-Ing. Hans Mahl
Prof. Dr.-phil. Otto Scherzer
Prof. Dr. Hans Boersch
Prof. Dr. med. Helmut Ruska
Prof. Dr. Walter Glaser
Prof. Dr.-Ing. Bodo von Borries
Prof. Dr.-Ing. Gottfried Méllenstedt

Prof. Dr. Gerhard Pfefferkorn

DCE

Dr.-Ing. Helmut Kehler
Prof. Dr. Heinz Bethge
Prof. Dr. Friedrich Lenz
Prof. Dr. Karl-Heinz Herrmann
Prof. Dr. Ludwig Reimer
Prof. Dr. Johannes Heydenreich
Prof. Dr. Albrecht Kleinschmidt
Prof. Dr. Harald Rose
Dr. Heinz Schwarz
Prof. Dr. Hannes Lichte
Prof. Dr. Manfred Riihle

Prof. Dr. Knut Urban

(Stand Marz 2012)

Das Redaktionsteam der DGE
erhélt Verstiarkung!

Nach dem Tod von Bernd Tesche
wurden die ,,Mitteilungen” durch
Michael Lehmann (TU Berlin) und
Josef Zweck (U Regensburg) weiter-
gefiihrt und seither regelmifig mit
zwei Ausgaben pro Jahr an die Mit-
glieder verteilt. Die Mitteilungen
waren jeweils gut mit Neuigkeiten und
Neuheiten zum Thema Elektronenmi-
kroskopie, aber auch mit Berichten aus
dem Vereinsleben der DGE gefiillt,
und — besonders erwidhnenswert —
auch ohne Nachfragen der Redaktion
erhielten wir unaufgefordert Hinweise
auf Veranstaltungen, Geburtstage,
Neuinstallationen usw., also alles The-
men, die unsere Mitglieder interessie-
ren. Allen Beitragenden sei hierfiir
herzlich gedankt! Wir erhoffen uns
auch fiir die Zukunft dass diese Mit-
gliederbeteiligung anhilt.

Da jedoch die Erstellung der Mittei-
lungen — gerade wenn sie regelmiBig
erscheinen soll und geniigend Interes-
santes enthalten soll —auch Zeit in An-
spruch nimmt erging bereits vor eini-
ger Zeit ein Aufruf an die Mitglieder

um Mitarbeit im Redaktionsteam —
woraus wir auch spontan Angebote er-
hielten. Kiinftig ergiinzen ab sofort
(auch bereits in der vorliegenden Aus-
gabe) die Herren Andreas Graff (Dr.
Andreas Graff, Fraunhofer Institute
for Mechanics of Materials, Walter-
Hiilse-Strale 1, 06120 Halle, Tel.:
0345 5589-113, E-Mail: andreas.graff
@iwmbh.fraunhofer.de) und Armin
Feldhoff (Priv.-Doz. Dr. Armin Feld-
hoff, Institut fiir Physikalische Chemie
und Elektrochemie der Leibniz Uni-
versitit Hannover, Callinstr. 3a, D-
30167 Hannover, Tel.: +49 (511) 762-
2940, E-Mail: armin.feldhoff@pci.
uni-hannover.de) das Redaktionsteam.
Herr Graff wird sich dabei speziell
um die Bereiche
e Personalia (Preise, Ehrungen, Ehren-
kolloquien, Berufungen, Nachrufe etc.)
* Wissenschaftliche Veranstaltungen
(Berichte zu Tagungen, Workshops,
Kolloquien)
* Berichte aus den Arbeitskreisen
* Neues aus den Elektronenmikrosko-
pielabors (neue Rubrik, Laboreroff-
nungen, Berichte zu Ausstattung und
Zielrichtung einzelner elektronen-
mikroskopischer Labore)

kiimmern. Sollten Sie zu diesen Berei-
chen Informationen haben oder in
irgendeiner Weise mit Hinweisen oder
Berichten beitragen wollen, so wenden
Sie sich bitte an Herrn Graff!

Herr Feldhoff tibernimmt ab sofort fol-

gende Bereiche:

* Aus Forschung und Industrie (Mit-
teilungen von Firmen iiber neue
Produkte, Gerite, Labore, Gesell-
schafter, Selbstdarstellung usw.)

* Buchbesprechungen

* Tagungskalender

Auch ihn bitten wir mit Informationen
zu unterstiitzen, damit die Mitteilun-
gen kiinftig noch informativer und ak-
tueller werden kann. Insbesondere die
Firmen sind hier auch aufgefordert,
iiber Neuheiten zu berichten — Sie
sprechen hier gezielt das Fachpubli-
kum an!

Wir freuen uns bereits jetzt auf die
Zusammenarbeit und hoffen, dass wir
auf diese Weise unseren Mitgliedern
eine lebendige und lesenswerte Fach-
zeitschrift mit aktuellen Informationen
rund um die Elektronenmikroskopie
bieten konnen — machen Sie mit!

M. Lehmann, J. Zweck
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Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie e.V.
(German Society for Electron Microscopy)

announces the

ERNST RUSKA PRIZE 2013

for outstanding achievements in the field of electron microscopy.

The Deutsche Gesellschaft fur Elektronenmikroskopie invites to propose candidates
for the Ernst-Ruska-Prize. The prize is awarded for work carried out by younger
scientists pioneering new capabilities of electron microscopy as a scientific technique
through innovative instrumentation or novel methods of basic and general interest.
Work carried out by pure application of existing techniques will not be considered.
The eligible work should not date back more than 7 years. It must be published or it
must be accepted for publication at the time of submission of the proposal.

The decision will be made by an independent committee. The Ernst-Ruska-Prize
consists of a certificate, a financial award, as well as the honor of giving an Ernst-
Ruska Distinguished Lecture at the Ceremony of Award. If a group of authors
receives the award, they will be awarded jointly. The ceremony will take place at the
Microscopy Conference 2013 in Regensburg, Germany, Aug. 25"- Aug. 30", 2013.

Proposals including appraisal of the achievement, reprints or preprints, and short CV
including list of publications of the authors should be received (on paper and CD) not
later than November 30", 2012, addressed to

President of DGE

Prof. Dr. Josef Zweck

Fakultat fur Physik

Universitat Regensburg

90340 Regensburg

GERMANY

E-mail: josef.zweck (at) physik.uni-regensburg.de
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Personalien

Personalien

Geburtstag

90. Geburtstag unseres Ehren-
mitglieds Prof. Dr. Friedrich
Lenz

Haben Sie ihn wiedererkannt? Ich
denke ja, denn dieser Kopf ist mar-
kant. Es zeigt Friedrich Lenz zu seinen
Studentenzeiten. Jetzt hat unser Eh-
renmitglied Prof. Dr. Friedrich Lenz
seinen 90. Geburtstag am 21. Mérz
2012 in Tiibingen gefeiert! Herzlichen
Gliickwunsch!

Prof. Dr. Gottfried Mollenstedt hat
in der Laudatio auf Prof. Dr. Friedrich
Lenz anlésslich der Verleihung der
DGE-Ehrenmitgliedschaft den Le-
bensweg von Friedrich Lenz mit viel
»Insiderwissen® nachgezeichnet. Die
Laudatio ist in der Zeitschrift Elektro-
nenmikroskopie in der Ausgabe 4
vom Dezember 1991 abgedruckt wor-
den. Hier soll basierend auf der Lau-
datio nur kurz auf die wichtigsten Sta-
tionen seines Lebens eingegangen
werden. Friedrich Lenz hat in den Jah-
ren 1939 bis 1949 mit mehrjihrigen
Unterbrechungen durch den Krieg in
Berlin, Kiel und Géttingen Physik stu-
diert. Anschlieend war er Mitarbeiter
des von Prof. Bodo von Borries gelei-
teten Rheinisch-Westfilischen Insti-
tuts fiir Ubermikroskopie in Diissel-
dorf, wo er sich bald einen Namen mit
analytischen und numerischen (von
Hand!) Feld- und Bahnberechnungen
magnetischer Linsen machte. Neben
seiner Vertiefung in Probleme der geo-
metrischen Optik und der Wellenoptik
elektronenoptischer Systeme und der
daraus resultierenden Bildentstehung
hat sich Friedrich Lenz mit vielen an-

deren physikalischen Fragen beschif-
tigt, die hier sicherlich nur unvollstén-
dig aufgefiihrt werden koénnen: Ein-
fach-, Mehrfach,- und Vielfachstreu-
ung von Elektronen an Atomen, in-
kohérente Streuung von Rontgen-
strahlung, der GroBenverteilung von
Kugelschnitten, Boersch-Effekt, Er-
weiterung des Cornu-Diagramms auf
phasenschiebene und absorbierende
Halbebenen, Offnun gsfehlerkorrektur
mittels Zonenplatten, Verhiltnis von
Elektronen- und Protonenmasse, und
Kunstgriffe beim Experimentieren am
Elektronenmikroskop. 1953 promo-
vierte Friedrich Lenz; 1957 folgte die
Habilitation und er erhielt einen Lehr-
auftrag fiir Elektronenoptik. Nach
dem Tode von Bodo von Borries holte
Gottfried Mollenstedt ihn Ende
1959/Anfang 1960 nach Tiibingen,
wo er 1962 auf ein Extraordinariat fiir
theoretische Elektronenoptik berufen
wurde. 1964 lehnte er einen Ruf an die
University of Arizona in Tucson ab.
Stattdessen nahm er die Ernennung
zum Ordinarius an der Universitit
Tiibingen an. In Tiibingen hat er neben
vielen anderen physikalischen Frage-
stellungen insbesondere auch wichtige
Beitridge zur Interferometrie und Ho-
lographie mit Elektronen geleistet.

Von 1974 bis 1982 gehorte er dem
Executive Committee der Internatio-
nal Federation of Societies for Elec-
tron Microscopy an. Der DGE stand er
in den Jahren 1980 bis 1982 als Vor-
sitzender und anschliefend bis 1990
als gewihltes Mitglied des Vorstandes
zur Verfiigung. 1991 wurde er fiir
seine Verdienste um die Gesellschaft
und seine Beitrdge zur theoretischen
Elektronenoptik und Elektronenphy-
sik zum Ehrenmitglied der DGE er-
nannt.

Abschlieend ein paar personliche
Zeilen: Als Student wihrend meiner
Diplomarbeit konnte ich Friedrich
Lenz selber kennenlernen: Mit fiir
mich schwierigen mathematischen
Problemen fand ich mich eines Tages
in seinem Arbeitszimmer wieder. Er
horte mir zu, nahm sich des Problems
an und sagte mir, ich soll morgen wie-
der vorbeikommen. Am darauffolgen-
den Tag hatte er bereits einen fertig
ausgearbeiteten Text als Computer-
ausdruck, wo lediglich die Formeln
handschriftlich eingetragen waren.
Wir haben den Diskurs ein paarmal
wiederholt, und schlieBlich ist daraus
meine erste Verdffentlichung entstan-
den, bei welcher er jedoch entschei-
dend zum Gelingen beigetragen hat.

Lieber Herr Lenz, auch meiner
Seite wiinsche ich Thnen alles Gute,
Gliick und Gesundheit zum 90. Ge-
burtstag!

Michael Lehmann, TU Berlin
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Wissenschaftliche Veranstaltungen

PICO 2012 am ER-C

Am Ernst Ruska-Centrum in Jiilich
fand vom 29. Februar bis 2. Mirz die
Veranstaltung PICO 2012 statt. Gleich
zwei Anlédsse haben ca. 250 Elektro-
nenmikroskopiker und Géste aus aller
Welt nach Jiilich gefiihrt: Die Einwei-
hung des neuen ,,Pico* Mikroskops,
das mit seinem Korrektor fiir die chro-
matische und sphirische Aberration in
Europa einzigartig ist, und das Kollo-
quium zu Ehren von Prof. Knut
Urban. Die Veranstaltung wurde mit
der BegriiBung des Vorstandsvorsit-
zenden des Forschungszentrums
Jiilich, Herrn Prof. Bachem, und vom
Rektor der RWTH Aachen, Herrn
Prof. Schmachtenberg, feierlich er6ft-
net. Die GruBworte vom Bundesmini-
sterium fiir Bildung und Forschung

durch den parlamentarischen Staats-
sekretidr Herrn Rachel, von der Vertre-
terin des nordrheinwestfélischen Wis-
senschaftsministeriums, Frau Wie-
land, und der Generalsektretirin der
deutschen Forschungsgemeinschaft,
Frau Dzwonnek, belegen eindrucks-
voll den Stellenwert der Elektronen-
mikroskopie in der deutschen For-
schungslandschaft. Mit ihren ,,inaugu-
ration lectures”, welche die neuen
Moglichkeiten der aberrationskorri-
gierten Elektronenmikroskopie in den
Mittelpunkt stellten, leiteten Herr
Prof. Urban und die beiden Direktoren
des Ernst-Ruska Centrums, Herr Prof.
Mayer und Herr Prof. Dunin-Borko-
wski zum wissenschaftlichen Pro-
gramm liber.

Im Anschluss fand die Besichtigung
des neuen Mikroskopgebidudes und

PICO-Einweihung; im Bild v.l.: Prof. Dr. Knut Urban, JARA Seniorprofessor und ehemali-
ger Direktor des Ernst Ruska-Zentrums; Prof. Dr. Achim Bachem; Vorstandsvorsitzender
Forschungszentrum Jiilich; Dr. Besta Wieland; Abteilungsleiterin Forschung und Techno-
logie im Ministerium fiir Innovation; Wissenschaft und Forschung NRW; Prof. Dr. Rafal
Dunin -Borkowski; Direktor des Ernst Ruska-Zentrums; Dorothee Dzwonnek; General-
sekretérin der Deutschen Forschungsgemeinschaft; Thomas Rachel; Parlamentarischer
Staatssekretédr bei der Bundesministerin fiir Bildung und Forschung; Prof. Dr. Achim
Mayer; Direktor des Ernst Ruska-Zentrums; Dr. Don R. Kania; President and Chief Execu-
tive Officer FEI Company; Prof. Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg; Rektor RWTH Aachen.

der Mikroskope des Ernst Ruska-
Centrums statt. Der Nachmittag
wurde als Festkolloquium zu Ehren
von Herrn Prof. Urban von seinen
langjdhrigen Wegbegleitern gestaltet,
Herrn Prof. Colliex (Universite Paris
Sud), Herrn Prof. Dubois (Ecole de
Mines, Nancy), Herrn Prof. Heuer
(Case Western reserve University),
Prof. Martin (CEA Saclay), Prof. Sie-
gel ( Rensselaer Polytecnic Institute),
Prof Spaepen (Harvard University),
und Prof. Tenne (Weizmann Institute).
Mit einem Festbankett in der nahege-
legenen Burg Obbendorf klang der
Tag in frohlicher Runde aus.

An den beiden folgenden Tage fand
das Symposium zu ,,Frontiers of aber-
ration corrected electron microscopy*
statt, indem eindrucksvoll neue theo-
retische Ansitze und der praktische
Nutzen der ,,neuen Mikroskopie fiir
physikalische, materialwissenschaftli-
che und technologische Entwicklun-
gen demonstriert wurden.

Stimmen zu PICO 2012:

Christian Colliex: ,,thank you ... for
the invitation to join and to be invol-
ved in the superb party which you
have organized for these important
and happy events ... I wish also to con-
gratulate all of you for the quality of
the organization, everything went so
smoothly. I enjoyed in particular the
scientific content of the workshop: to
listen to so great talks over the day and
a half of its duration was quite uni-
que.”

Steve Pennycook: ,.It was one of the
best meetings I ever attended.*
Archie Howie: ,,thank you very much
for getting me invited to such an im-
pressive and stmulating meeting ...*
John Spence: ,,Many thanks for a
most stimulating few days ! Lots of in-
teresting things came up, and I can see
that you are in for an exciting time ...*
David Smith: ,,I thoroughly enjoyed
the meeting.*

10

Elektronenmikroskopie - Nr. 34 -Juni 2012



Wissenschaftliche Veranstaltungen

Gruppenfoto von Teilnehmerinnen und Teilnehmer der PICO 2012 am ER-C.

Jo Verbeeck: ,,I had a really inspiring
time and look forward to collaborate
in the future.”

Sara Bals: ,,Thank you very much
for the excellent organization of the
event. [ very much enjoyed all presen-
tations and discussions and I look for-
ward to all of the results that will fol-
low from the new microscope.*
Giulio Pozzi: ,, The scientific excite-
ment of the PICO conference is s till la-
sting and I congratulate you and Joa-
chim, as well as the other organizers for
the success of this wonderful meeting.*
Frances Ross: ,,I really appreciated
the invitation and the opportunity to
see everyone and join in the celebrati-
on ... Thanks again for a very enjoya-
ble meeting --- I learned a lot and had
fun. What more can one ask?*

Robin Schéublin: ,,The quality of the
talks was outstanding.*

Uli Dahmen: ,, The meeting was real-
ly good. Your three introductory talks
complemented each other very nicely
and were truly excellent.*

Kazu Suenaga: ,,It was my greatest
honour to visit Julich and join the
meeting ... the conference was really
enjoyable. It is very rare to see those
good people in a same time.“ Max
Haider: ,,It was really a great pleasure
for me of having been invited to such
an important event.*

Francesca Peiro: ,,Congratulations
for the excellent Conference last
week.

Hannes Lichte: ,, This workshop was
really great, the whole spectrum of our
field was outlined by the very specia-
lists. The perfect organization made
everything very enjoyable. Please
convey my appreciation also to the
many persons doing the work behind
the stage.

Martin Hytch: ,.It was a great show
... We will not be able to live up to the
same standards.”

Dr. Martina Lysberg, ER-C Jiilich

Einweihung des neuen Elektro-
nenmikroskopiegebiudes an
der TU Berlin

Am 20. Oktober 2011 wurde an der
Technischen Universitit Berlin die
Einweihung des neuen Gebédudes fiir
Elektronenmikroskopie und der neu
installierten Instrumente gefeiert. Der
Einladung von Prof. Michael Leh-
mann vom Institut fiir Optik und Ato-
mare Physik (IOAP) der Fakultét IT —
Mathematik und Naturwissenschaften
— zu einem kleinen Festkolloquium
mit anschlieBendem Biiffet und
Fiihrungen durch das Gebidude und
Demonstrationen der Instrumente

folgten rund 100 Interessierte und
Neugierige, grofitenteils aus der Berli-
ner Forschergemeinde, aber auch von
entfernteren Mikroskopiezentren.
Eroffnet wurde das Festkolloquium
durch den Prisidenten der TU Berlin,
Prof. Jorg Steinbach. Er gab interes-
sante Einblicke in den Planungs- und
Entstehungsprozess des neuen Gebiu-
des,den er bereits als erster Vizeprasi-
dent der TU Berlin von Anfang an be-
gleitet hat. Der ausfiihrende Architekt
Tobias Nofer stellte dann das Gebiu-
des nicht nur bzgl. dessen besonderer
Erfordernisse und technischen Losun-
gen vor, sondern er legte den Schwer-
punkt auf die architektonischen Fein-
heiten des Gebidudes. Kurzvortrige
der Instrumentenverantwortlichen,
deren empfindlichen Instrumente jetzt
im neuen Gebidude installiert sind,
gaben Einblicke in die neuen elektro-
nenmikroskopischen Analysemoglich-
keiten an der TU Berlin. Die Reise in
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Wissenschaftliche Veranstaltungen

)
i

Das neue Elekitronenmikroskopiegebdude — noch ohne begriintem Dach (Foto: Nofer
Architekten)

FEI Titan 80-300 Berlin Holography Special TEM mit dem Instrumentenverantwortlichen
Dr. Tore Niermann (Foto: Ulrich Dahl - Pressestelle der TU Berlin)

den Nanokosmos hin zu kleinsten
Strukturen startete Dipl.-Ing. (FH) Ul-
rich Gernert von der Zentraleinrich-
tung Elektronenmikroskopie (ZELMI)
der TU Berlin mit seiner Einfiihrung
,,Hochauflosende Rasterelektronen-
mikroskopie: Anschauliche Analytik*.
Die Probenpriparation auf der sub-
um-Skala und nanolithografische An-
wendungen demonstrierte eindriick-
lich Dr. Dirk Berger (ZELMI) in
seinem Vortrag ,,Focused Ion Beam:
Universelle Nano-Werkbank*. Nicht
wirklich Alltdgliches zeigte Dipl.-Ing.
(FH) Soéren Selve (ZELMI) in seinem
Beitrag ,,Konventionelle Transmissi-
onselektronenmikroskopie: Kleiner
Alltag®. Last but not least waren ato-
mare Auflosung und Elektronenholo-
graphie dann zentrales Thema des
Vortrags ,, Transmissionselektronen-
mikroskopie am Limit: Holographie
an Feldern und Atomen* von Dr. Tore
Niermann (IOAP). Mit seinem Fest-
vortrag ,,Quantitative Methoden der
HR(S)TEM zur Kompositionsanalyse
von Halbleiternanostrukturen* rundete
schlieBlich Prof. Andreas Rosenauer
von der Universitidt Bremen gekonnt
das wissenschaftliche Programm ab
und schlug eine Briicke zum DFG-
Sonderforschungsbereich 787 ,,Halb-
leiter-Nanophotonik®, dessen Spre-
cherschaft bei der TU Berlin liegt und
der u.a. von den neuen Méglichkeiten
der Elektronenmikroskopie profitie-
ren wird.

Das neue Elektronenmikroskopie-
gebdude TEM auf dem Nordcampus
der TU Berlin in Berlin-Charlotten-
burg wurde speziell fiir hochempfind-
liche Elektronenmikroskope ent-
wickelt und gebaut. Hierbei konnte
auf Erfahrungen aus dem Triebenberg
Labor der TU Dresden zuriickgegrif-
fen werden, auch wenn die schwierige
Innenstadtlage im Herzen Berlins
deutlich abgewandelte Konzepte not-
wendig machte. Nach etwa einjihriger
Planungsphase und 18-monatiger
Bauzeit wurde es Ende August 2010
iibergeben.

Auf rund 700 Quadratmetern Ge-
samtflaiche mit 580 Quadratmeter
Nutzfliche bietet das neue Haus
Raum fiir vier Elektronenmikroskope,
Probenpriparation, ein Biiro, einen
Seminarraum und die Haustechnik.
Mittels Haus-im-Haus-Bauweise wer-
den Stérungen von auflen stark redu-
ziert: Der besonders empfindliche in-
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nere Teil, der die Elektronenmikro-

skope beherbergt, steht auf einer einen

Meter dicken Betonplatte. Der Boden

wird mit dem ,,Mixed-in-Place-Ver-

fahren™ an 122 Stellen unter der Bo-
denplatte bis zu 10 Meter tief ver-
stiarkt. So werden Vibrationen durch
den Stralenverkehr und anderer Quel-
len verringert und die Hiipf-Eigenfre-
quenz des Gebidudes zu hoheren Fre-
quenzen verschoben. Die stabile Be-
tonbauweise vermeidet zusitzlich

Biege- und Torsionsschwingungen

des inneren Hauses. Raffinessen wie

die gezielte Verwendung von glasfa-
serverstirkten Kunststoffstdben in der

Eisenarmierung verhindert elektroma-

gnetische Storungen. Das begriinte

Dach dimpft Temperaturschwankun-

gen. Um weitere Stérungen gering zu

halten, sind die Ubergabepunkte fiir

Fernwirme und technische Kilte

sowie die Drucklufterzeugung im

Keller des Nachbargebidudes unterge-

bracht. Die sehr umfangreiche Klima-

anlage ist im mit Porenbeton gemau-
erten Umfassungsgebdude installiert
und garantiert eine konstante Tempe-
ratur bei einer maximalen Schwan-
kung von 0,1 Grad pro halbe Stunde.
Sie ist in den Mikroskopraumen fak-
tisch nicht zu horen. Schallabsorber-
platten und der tortenférmige Grun-
driss der Mikroskoprdaume vermin-
dern effizient die von den Instrumen-
ten ausgehenden Gerédusche. Durch
spezielle Stromleitungsfiihrung wird
der Elektrosmog am Ort der Elektro-
nenmikroskope deutlich reduziert.
Die Elektronenmikroskopiker an

der TU Berlin, welche sich aus Mit-
gliedern der Zentraleinrichtung Elek-
tronenmikroskopie (ZELMI) und der
Arbeitsgruppe Lehmann zusammen-
setzt, betreiben gemeinschaftlich eine
Vielzahl von elektronenmikroskopi-
schen Instrumenten mit unterschiedli-
cher Leistungsfahigkeit und Speziali-
sierung. Die vier empfindlichsten der
neun Instrumente sind jetzt in dem
neuen Elektronenmikroskopiegebéu-
de aufgestellt:

* Das FEI Titan 80-300 Berlin Holo-
graphy Special TEM mit einer zu-
sdtzlichen Linse und zwei Bipris-
men nach dem Image Cs Corrector
istin seiner Art auf FEI's Titan Basis
momentan weltweit einmalig. Es
wurde von der DFG und der TU
Berlin anteilig finanziert und ist seit
Juni 2011 in Betrieb. Mit dem In-

strument konnte bereits eine latera-
le Auflosung von 75 pm im Holo-
gramm gezeigt werden, wobei die
Aufnahmen im normalen Tagesbe-
trieb registriert wurden. Dies unter-
streicht die Leistungsfihigkeit des
Instruments und die Storungsarmut
des Gebéudes. Kiirzlich konnte das
Instrument mit einer High-Bright-
ness Gun nachgeriistet werden.
Neben methodischen Entwicklun-
gen zur quantitativen Elektronenho-
lographie wird das Instrument ins-
besondere auch fiir Fragestellungen
aus dem Sonderforschungsbereich
787 ,,Halbleiter-Nanophotonik: Ma-
terialien, Modelle, Bauelemente*
eingesetzt.

Das FEI Tecnai G2 20 TEM dient
als Standard-TEM mit LaB6-Elek-
tronenquelle und EDX-Detektor fiir
die Analyse von Nanostrukturen. Es
wurde aus Mitteln des DFG-Exzel-
lenzclusters ,,UniCat‘ beschafft und
ist seit 2009 im Betrieb, wobeli es in
der Anfangszeit an einem anderen
(schlechteren) Standort an der Fasa-
nenstraie betrieben wurde und nun
am neuen Standort seine volle Lei-
stungsfihigkeit erreicht.

Das runde 20 Jahre alte Hitachi S-
4000 SEM ist ein hochauflosendes
Rasterelektronenmikroskop mit kal-
ter Feldemissionsquelle und diente
in den ersten anderthalb Jahren des
neuen Gebdudes der Abbildung und
Analyse im Nanometerbereich. Im
Dezember 2011, rund zwei Monate
nach der Einweihung, wurde der
DFG-Antrag fiir ein leistungsféhi-
geres hochauflosendes Rasterelek-
tronenmikroskop als Liickenschluss
zwischen SEM und TEM geneh-
migt. Momentan (Anfang Mai
2012) ist die Installation des neuen
Hitachi SU8030 abgeschlossen und
die ersten Tests sind sehr {iberzeu-
gend. Das S-4000 SEM wird an dem
zweiten Mikroskop-Standort an der
Fasanenstral3e weiter betrieben.

Die FEI Helios 600 FIB ist im Rah-
men eines EFRE-geforderten Ge-
meinschaftsprojektes von Prof. Ste-
fan Eisebitt und ZELMI als Nano-
Werkbank fiir klein- und mittelstin-
dische Unternehmen 2010 beschafft
worden. Mit Hilfe der FIB generiert
die Arbeitsgruppe von Prof. Eisebitt
spezielle Masken fiir die Rontgen-
holographie. Aber auch die innere
Struktur von Proben wird mit der

<{| O
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Wissenschaftliche Veranstaltungen

Nano-Werkbank untersucht sowie
FIB-Lamellen geschnitten, die mit-
tels Lift-Out auf einen TEM-Halter
gebracht werden. Weitere nano-
lithografische Prototypentwicklun-
gen ergdnzen das Anwendungsspek-
trum des Gerdéts.

Das umfangreiche Priparationslabor
fir SEM- und insbesondere TEM-
Proben runden die experimentellen
Moglichkeiten im neuen Elektronen-
mikroskopiegebidude ab. Somit stehen
hochaktuelle elektronenmikroskopi-
sche Untersuchungsmethoden an der
TU Berlin auch fiir Kooperationen
und gemeinsame Projekte zur Verfii-
gung.

Das Festkolloquium fand mit
freundlicher Unterstiitzung der Firma
FEI statt, fiir welche ich mich herzlich
bedanken mochte.

Prof. Michael Lehmann, TU Berlin
Ankiindigung:

Microscopy Conference
MC2013 in Regensburg

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist mir eine grofe Freude, Sie ganz
herzlich zur Microscopy Conference
2013, kurz MC2013, nach Regens-
burg einzuladen, damit Sie dort die
neuesten Ergebnisse Threr Forschung-
stitigkeit prasentieren konnen. Diese
Konferenz wird vom 25. bis 30. Au-
gust 2013 in Regensburg stattfinden.

Sie folgt der Tradition der so genann-
ten Dreilindertagungen; die bisher
letzte dieser Konferenz-Reihe wurde
in Graz 2009 gemeinsam von den drei
Léandern D-A-CH sowie den Lindern
der MCM durchgefiihrt. Nach diesem
Vorbild wird die MC2013 in Regens-
burg nunmehr von zehn wissenschaft-
lichen Fachgesellschaften aus elf Lin-
dern organisiert: Schweiz, Osterreich,
Deutschland, sowie Kroatien, Tsche-
chische Republik und Slowakei, Un-
garn, Italien, Serbien, Slowenien und
Tiirkei. Der Kongress wird auf dem
Campus der Universitdt Regensburg
stattfinden, wo auch bereits im Jahr
1997 eine Dreilidndertagung durchge-
fiihrt wurde. Regensburg, eine wun-
derschone Stadt direkt an der Donau,
wurde von den Romern gegriindet; ei-
nige der stiddtebaulichen Besonderhei-
ten sind die Steinerne Briicke aus dem
12. Jahrhundert, eine gotische Kathe-
drale, und ein einzigartiges Stadtzen-
trum mit engen Gassen, Patrizierhiu-
sern und Geschlechtertiirmen. Hier ist
das Flair des Mittelalters und italieni-
scher Stiddte deutlich zu spiiren und
daher wird die Stadt seit 2006 als
UNESCO-Welterbe gefiihrt.

Auf der Microscopy Conference
2013 erwartet Sie ein vielseitiges wis-
senschaftliches Programm, mit Plen-
arvortrigen, Kurzvortragen, Poster-
Sitzungen, Workshops, und viel Zeit
fiir Diskussionen. Wir werden bei der
European Microscopy Society (EMS)
beantragen, dass diese Tagung den
Status einer ,,EMS Extension* erhal-
ten und dementsprechend gefordert
und sichtbar sein wird. Auf ihr werden
Wissenschaftler aus ganz Europa in
Regensburg zusammen kommen, und
wir sind zuversichtlich, dass weit iiber
900 Teilnehmer dieser Tagung zum
Erfolg verhelfen werden.

Wie schon auf fritheren Tagungen
wird die Microscopy Conference
2013 von einer groBen Ausstellung
der Geritehersteller begleitet werden,
auf der die neuesten Mikroskope und
Techniken gezeigt werden, dazu Zu-
behor, Verbrauchsmaterialien, Pripa-
rationsgerite, Systeme fiir die Bild-
verarbeitung, und auch die Verlage
werden vor Ort sein. Wir laden die

Hersteller herzlich ein, ihre neuesten
Gerite und Entwicklungen vor einem
breiten Publikum zu prisentieren und
neue Anwendungen aufzuzeigen, u.a.
in Form kurzer Vortrdge mit techni-
schem Fokus. Der Ausstellungsbe-
reich liegt zentral auf dem Campus der
Universitit in unmittelbarer Nédhe der
Vortragssile und bildet so einen inte-
gralen Bestandteil der wissenschaft-
lichen Fachtagung. Auf diese Weise
wird diese 11-Linder-Tagung ganz
wesentlich zur Verbreitung neuester
wissenschaftlicher Informationen bei-
tragen, ob in der Physik, den Material-
oder den Lebenswissenschaften.

Bitte nutzen Sie intensiv die Web-
seite www.mc2013.de , um sich iiber
Planung und Durchfiihrung der
MC2013 auf dem Laufenden zu hal-
ten. Die Durchfiihrung der Tagung
wird technisch organisiert von Con-
ventus Congressmanagement & Mar-
keting GmbH aus Jena.

Sollten Sie weitergehende Fragen
haben, kontaktieren Sie bitte:
Conventus Congressmanagement &
Marketing GmbH
Francesca Rustler & Sandra Gottschalg
Carl-Pulfrich-StraBe 1 - 07745 Jena,
Deutschland
Tel.+49 (0)36413116341/311 6350
- Fax: +49 (0) 3641 311 6241
mail: francesca.rustler@conventus.de /
sandra.gottschalg@conventus.de

Wir sind {iberzeugt, dass die
MC2013 eine einzigartige Gelegen-
heit darstellen wird, Sie mit den Kol-
legen aus den anderen europiischen
Lindern zu einem engen wissen-
schaftlichen Gedankenaustausch zu-
sammenzubringen. Wir heiBlen Sie
schon jetzt alle in Regensburg will-
kommen und freuen uns iiber Ihre rege
Beteiligung.

Mit freundlichen Griiflen,

Prof. Dr. Reinhard Rachel

Zentrum fiir EM

Fakultit fiir Biologie und vorklinische
Medizin

Universitdt Regensburg
Tagungsprisident der MC2013
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Neues aus den Elektronenmikroskopielabors

Neues analytisches TEM/STEM
am INM in Saarbriicken

Das INM — Leibniz-Institut fiir Neue
Materialien in Saarbriicken entwickelt
nanostrukturierte Materialien und er-
forscht deren Eigenschaften. Fiir eine
umfassende Werkstoffcharakterisie-
rung beziiglich Struktur und chemi-
scher Zusammensetzung stehen am
INM modernste Einrichtungen zur
Verfiigung. Mit der in 2011 erfolgten
Installation eines hochauflosenden
Raster-Transmissions-Elektronenmi-
kroskops (Abb.1: JEOL JEM-ARM
200CF TEM/STEM) weitet das INM
seine analytischen Moglichkeiten in
atomare Dimensionen aus.

Abb.1:
JEM-ARM 200CF am INM - Leibniz-Institut
fiir Neue Materialien in Saarbriicken

Das ARM 200CF ist mit kaltem Fel-
demitter (CFEG) und Cs-Korrektor
im Kondensorsystem (CESCOR) aus-
gestattet. In STEM stehen Detektoren
fiir ,,High-*“ und ,,Low-Angle Annular
Dark-Field* (HAADF, LAADF),
,.Bright-Field“ (BF) und ,,Annular
Bright-Field“ (ABF) zur Verfiigung.
Rontgen- und Elektronen-Spektrome-
ter ermoglichen quantitative chemi-
sche Analysen, spektroskopische Ab-
bildung, sowie Energie-gefilterte Ab-
bildung (EFTEM) mittels abbilden-
dem Energiefilter. In dieser Konfigu-
ration ist das am INM installierte Sy-

stem das erste dieser Bauart in
Deutschland und zédhlt zu den lei-
stungsfihigsten Anlagen in Europa.
Die fiir Abbildung und Analytik in
atomarer Auflosung erforderlichen
Umgebungsbedingungen konnten in
einem speziell konzipierten Labor-
neubau optimal realisiert werden. Die
elektro-magnetischen Storfelder in-
nerhalb des Mikroskop-Labors konn-
ten durch eine passive Abschirmung
(zweilagig Ni/Fe — Al, 2,5 mm, ver-
schweifit) des gesamten Raumes auf
Werte < 5 nT (AC, 50 Hz) reduziert
werden. Die passive Abschirmung
bewirkt eine Homogenisierung der
Storfelder durch Verringerung der
Feldgradienten. Somit konnen in
Kombination mit einem aktiven Kom-
pensationssystem verbleibende Stor-
felder iiber die gesamte elektronenop-
tische Sdule, d.h. in den stérungsemp-
findlichen Bereichen des Mikroskops,
nochmals um einen Faktor 2+3 redu-
ziert werden. Klimatisierung erfolgt
iiber 8 in die schallgedimmten Winde
integrierte Kiihlpaneele; gesteuerte
laminare Frischluftzufuhr iiber einen
Luftsack im Deckenbereich, sowie
Raum-Zugangskontrolle iiber klimati-
sierte Doppeltiir-Schleuse. Die vom
Geritehersteller garantierten Spezifi-
kationen (Punktauflosung 0,08 nm in
HAADF-STEM; Energieauflosung
0,3 eV in Spektroskopie) werden bei
200 kV problemlos erreicht und
konnen unter optimalen Bedingungen

noch unterschritten werden. Untersu-
chungen an Eisen- und Indium-dotier-
tem Zinkoxid demonstrieren die Per-
formance des ARM 200CF in STEM-
Abbildung und Spektroskopie. Die
Anordnung der Dotierungselemente
in Monolagen in Inversions-Domé-
nengrenzen kann in HAADF und ABF
(Abb.2) eindeutig nachgewiesen wer-
den [1].

Das ARM 200CF bildet das Kern-
stiick des am INM neu eingerichteten
Querschnittbereichs ,Innovative Elek-
tronenmikroskopie® (IEM). Dieser
Bereich steht seit Januar 2012 unter
der Leitung von Prof. Niels de Jonge,
einem international renommierten Ex-
perten in in-situ Fliissigzellen-Mikro-
skopie [2]. Es ist geplant in einer Mi-
krofluid-Probenkammer in situ Unter-
suchungen zu lebens- und material-
wissenschaftlichen Fragestellungen
nanometergenau unter realen Bedin-
gungen, z.B. in Wasser oder in atmos-
phérischer Umgebung durchzufiihren.

[1] H. Schmid, E. Okunishi, T. Oi-
kawa, W. Mader, Structural and ele-
mental analysis of iron and indium
doped zinc oxide by spectroscopic
imaging in Cs-corrected STEM,
Micron 43 (2012) 49-56.

[2] N.de Jonge, F.M. Ross, Electron
microscopy of specimens in liquid,
Nature Nanotechnology 6 (2011) 695-
704.

Dr. Herbert Schmid,
INM Saarbriicken

1 nm

Abb.2: In-Monolage in basaler Inversions-Doménengrenze in Indium dotiertem ZnO.

(a) HAADF STEM Abbildung (Z-Kontrast)

(b) ABF-STEM Abbildung zeigt Atomséaulen der Kationen- und Anionen-Positionen

. 0,5 nm
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Neues aus den Elektronenmikroskopielabors

Center fiir angewandte Mikro-
strukturdiagnostik CAM am
Fraunhofer-Institut fiir Werk-
stoffmechanik IWM

Am 8. Mirz 2012 wurde in Halle
am Fraunhofer IWM das Center fiir
angewandte Mikrostrukturdiagnostik
CAM erdffnet. Unter dem Dach dieses
neu gegriindeten Zentrums werden die
Kompetenzen des Fraunhofer IWM in
Halle in der Fehlerlokalisierung, der
Zielpriparation und der Nanoanalytik
gebiindelt. Entwicklungen von neuen
Produkten in der Mikroelektronik, der
Aufbau- und Verbindungstechnik, der
Mikrosystemtechnik und den Nano-
technologien werden mit verschieden-
sten Diagnosemethoden im Auftrag
der Kunden begleitet. Ausgehend von
der Fehleranalyse werden mit vor-
wiegend industriellen Auftraggebern
Strategien zur Steigerung der Zuver-
lassigkeit von Bauteilen erarbeitet.

Im Vorfeld der Zentrumsgriindung
wurde eine Gruppe um Professor Tho-
mas Hoche eingerichtet, deren zentra-
les Forschungsgebiet die Nanoanaly-
tik an Verbindungen in der Mikrosys-

temtechnik ist. Thomas Hoéche kann in
den Bereichen Elektronenmikrosko-
pie, -spektroskopie, Lasermikrobear-
beitung und Rontgenanalytik auf
einen im Zuge der Zentrumsgriindung
substantiell erweiterten Geritepark
zuriickgreifen.

Als zentrales Instrument fiir die
Nanoanalytik wurde am 8. Mirz ein
abbildungskorrigiertes analytisches
Transmissionselektronenmikroskop
eingeweiht. Das TITAN? G2 60-300
der Fa. FEI ist mit einer kombinierten
aktiven und passiven Magnetfeldab-
schirmung ausgestattet, um stérungs-
arme Bedingungen an der Mikro-
skopsdule trotz der Nihe einer
Stralenbahntrasse zu gewdhrleisten.
Erreicht wird eine Energieauflosung
von 0,8eV fiir EELS und ein Informa-
tionslimit von 0,08nm fiir die deloka-
lisationsfreie Abbildung. Mit diesem
Instrument kann die Fehlerdiagnostik
und die Bewertung von Grenzflichen
bis auf atomaren Skalen betrieben
werden.

Fiir industrielle Auftrags- und an-
wendungsnahe  Vorlaufforschung

wurde eine hohe Flexibilitit des Sy-
stems bei einem méglichst hohen Pro-
bendurchsatz angestrebt. Durch Ver-
wendung einer Hochstromquelle und
eines EDX-Detektors mit groem Ab-
nahmeraumwinkel wird die Bestim-
mung von Elementverteilungen mit
EDX um ca. eine Groenordnung ge-
geniiber konventionellen Systemen
beschleunigt. Die Variabilitdt in den
Beschleunigungsspannungen von 80
bis 300 kV erlaubt, diese den sehr ver-
schiedenen Fragestellungen der Kun-
den anzupassen.

Da atomar aufgeloste Analysen ar-
tefaktarme Préparate erfordern, wer-
den am Fraunhofer IWM schon lange
Priparationsmethoden fiir die Elektro-
nenmikroskopie entwickelt und per-
fektioniert. Im Zusammenhang mit
der Zentrumsgriindung wurden zwei
innovative Ionenstrahlanlagen fiir die
Zielprdparation vorgestellt, die in
Kiirze am CAM in Betrieb genommen
werden. Mit der Firma Carl Zeiss NTS
wird eine Kombination aus Laser- und
fokussierter Ionenstrahlungbearbei-
tung (FIB) fiir die Zielprédparation ge-
testet und optimiert. Gemeinsam mit
der Firma FEI wird eine am CAM in-
stallierte Xenon-Plasma-FIB erprobt
und fiir Priparate aus dem Umfeld der
3D-Integration genutzt.

Die CAM-Griindung wurde von
einem Industrie-Workshop begleitet,
zu dem 150 Vertreter wichtiger Unter-
nehmen der Mikroelektronik, Mikro-
systemtechnik und Nanotechnologie
nach Halle kamen.

Neben vielfiltigen elektronenmi-
kroskopischen Methoden werden am
CAM diverse Techniken zur Fehlerlo-
kalisierung betrieben und entwickelt,
darunter rasternde GHz-Ultraschall-
mikroskopie, Lock-in-Thermographie
und Rontgentomographie. Ober-
flichenanalysen mit TOF-SIMS und
XPS runden das Portfolio beim Nach-
weis von Spurenelementen ab.

Dr. Andreas Graff, Halle
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Aus Forschung und Industrie

Aus Forschung und Industrie

Collaboration between Carl
Zeiss Microscopy and Gatan
Announced

In situ ultramicrotome turns
ZEISS FE-SEM into high speed 3D
cell and tissue imaging system
Oberkochen (Germany) / Pleasanton
(CA), 31 May, 2012

Today, the collaboration between Carl
Zeiss Microscopy and Gatan, Inc. was
officially announced. Carl Zeiss

Microscopy is a leading supplier of
light and electron microscopes. Gatan,
Inc. is the world's leading manufactu-
rer of instrumentation and software
for the enhancement of electron
microscopes’ operation and perfor-

mance. In this joint project, the com-
panies will promote the development
and sales of a system which provides
high-resolution 3D data of resin em-
bedded cell and tissue samples.

Member of the Board and General
Manager BioSciences Division of
Carl Zeiss Microscopy Dr. Bernhard
Ohnesorge is very pleased about the
collaboration: ,,The 3View versions of
our FE-SEMs MERLIN and SIGMA
VP support the general application
trend in biomedical research of 3D
imaging and reconstruction to under-
stand context in tissues. Since the kno-
whow of Gatan and Carl Zeiss com-
plement each other ideally these sy-
stems are the easiest to use and fastest

tools for a biologist to follow this
trend into electron microscopy resolu-
tion and dramatically increase work
efficiency.”

The 3View system consists of an ultra-
microtome directly integrated into the
vacuum chamber of the ZEISS MER-
LIN and SIGMA VP field emission
scanning electron microscopes. It en-
ables the automated serial blockface
imaging of embedded samples (e.g.
cells or tissue ) with slice thickness
down to 15 nanometers. Thus, image
stacks containing hundreds, or even
thousands of sequential slices may be
generated, and a three-dimensional
profile of the sample with nanometer
resolution built up. Joel Mancuso, Ap-
plications Manager at Gatan, Inc. re-
cognizes the benefits: ,, The 3View sy-
stem simplifies three-dimensional el-
ectron microscopy providing resear-
chers with limited electron microsco-
py expertise an opportunity to collect
high resolution volumetric datasets by
removing the difficult step of cutting
and collecting ultrathin sections.” The
first pilot customers are already using
the systems successfully, among them
Renovo Neural Inc. (Cleveland), offe-
ring 3DEM commercial services.

Press contact

Markus Wiederspahn, Carl Zeiss,
Microscopy

Phone +49 7364 20-2249,

Email: wiederspahn@nts.zeiss.com
www.zeiss.de/press
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Aus Forschung und Industrie

FIB-REM [R]evolution
fiir die Nanotechnologie

Die Kombination aus Focused Ion
Beam Mikroskop (FIB) und Raster-
elektronenmikroskop (REM) hat in
der Nanotechnologie bereits seit lin-
gerer Zeit ihren festen Platz. Meist
wird dazu fiir das FIB-System eine
Ga-lonenquelle eingesetzt. Auch Plas-
ma Focused Ion Beam Systeme sind
seit kurzer Zeit auf dem Markt.

Der renommierte Hersteller Tescan,
im deutschsprachigen Gebiet vertre-
ten durch die Firma EO Elektronen-
Optik-Service GmbH, bietet mit den
FERA PFIB-REM erstmals eine
Kombination aus Xenon Plasmaquel-
len FIB-System und Feldemissions-
Rasterelektronenmikroskop an.

Das auf Basis des bewihrten Tescan
LYRA FIB-REM entwickelte, neue
FERA Plasmaquellen PFIB-REM
zeichnet sich gegeniiber herkommli-
chen FIB-REM mit Ga-Ionenquelle
durch eine mehr als 50 mal hohere Ab-
tragsrate aus. In der Praxis kann dies
eine Zeitersparnis von mehreren Stun-
den oder gar Arbeitstagen bedeuten.
Trotzdem sind mit der FERA auch ex-
akte Feinarbeiten im Zehner-Nanobe-
reich moglich.

Durch die Kombination mit der
Elektronensidule werden gleichzeitig
Schwachstellen bisheriger PFIB-Sy-

steme eliminiert. Neben besserer Auf-
l6sung und zerstorungsfreier Abbil-
dung ist es nun moglich, simultan Ar-
beiten mit den Ionenstrahlen durchzu-
fiihren und diese mit den Elektronen-
strahlen zu liberwachen — bzw. sogar
aufzuzeichnen und zu dokumentieren.

Hinzu kommt, dass an den Werk-
stiicken alle im REM moglichen An-
wendungen, wie hochauflosende Ab-
bildung, Analyse, Nanomanipulation,
Mikrohértemessung und mehr, durch-
gefiihrt werden konnen. Anwendungs-
gebiete fiir das FERA PFIB-REM sind
beispielsweise die TSV Analyse oder
die Flip Chip Fehleranalyse.

Dank langjihriger und bewihrter
Zusammenarbeit mit fiihrenden Her-
stellern im Bereich der Analytik und
Nanomanipulation kann die Firma
Tescan ihren Kunden aus einer reich-
haltigen Palette die passenden Werk-
zeuge zur individuellen Losung ver-
schiedenster Aufgabenstellungen in
der Nanotechnologie bieten.

Kontakt

EO Elektronen-Optik-Service GmbH
Zum Lonnenhohl 46

44319 Dortmund

Tel.: +49 (0)231 927360-0

Fax: +49 (0)231 927360-27
info@eos-do.de

www.eos-do.de

SCIENCE
SERVICES

Elektronen

Mikroskopie
Mil%ri%hstkopie

TEM-Grids &
Objekttrager

Cryo
Zubehii:"y

Eichstandards
Testobjekte &

Diamant
Messer

Chemikalien

Laborbedarf

Uber 8.000 Artikel
im Online-Shop

Besuchen Sie uns unter:
www.ScienceServices.de

SCIENCE SERVICES

Mikroskopie - Ultrazentrifugation - allgemeinen Laborbedarf
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Aus Forschung und Industrie

+ Olfreies Pumpensystem

* Top — Entry* Adapter

Binder Labortechnik
85241 Hebertshausen
Flurstraf3e 7

Tel / Fax 08131 25549

Neuvorstellung Plasmacleaner TPS 316

Wir haben einen neuen Plasmacleaner konzipiert.

Die Plasmaquelle ist identisch mit dem Vorgingertyp TPS 216.

Das neue Modell hat folgende Ausstattung (Optionen®)
¢ Meniigefiihrtes Touchscreen Display
e Multi Timerfunktion (unterschiedliche Applikationszeiten zum Abspeichern)
* Balkenanzeige fiir Turbospeed und Plasmaquelle.
¢ Auslesefunktion fiir die Stromaufnahme der Turbopumpe und Penning* R6hre
e Zwei zusitzliche Rezipienten zum Evakuieren der Probenhalter, voll

vakuumkontrolliert und getrennt evakuierbar (Standard 1 Rezipient)

e SEM" Proben Kit inkl. Gitterschutz (zum Reinigen fiir SEM Proben bis 30 mm d)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Beilage dieser ,,Elektronenmikroskopie®.

webmaster@binder-labortechnik.de
www.Binder-Labortechnik.de

FEI's Titan G2 S/TEM can be equipped with
powerful ChemiSTEM™ Technology for fast
and reliable chemical analysis with high
sensitivity down to the atomic level. FEI’s
patented 4-detector ChemiSTEM™ Technology
allows not only atomic 2D chemical imaging
but also, when combined with STEM
tomography, enables nanoscale determination
of 3D structural and chemical compositional
information. These capabilities give materials
scientists the most complete set of data for
evaluating material property and function.

The symmetric design Super-X EDX detector,
the heart of ChemiSTEM technology, enables
high sensitivity tomographic chemical
mapping via its windowless design and its
capability for collecting an EDS signal at all
tilt angles. Three dimensional tomograms
are obtained when the sample is tilted and
images are acquired from all angles using the
propriety FEI STEM tomography software.
This data series contains the 3D structural
information, and the 3D structural and
chemical image is obtained through the use of
post-processing software.

Titan'" G2 60-300 with ChemiSTEM"" Technology
2D & 3D Chemical Imaging on Turbine Blade Material

An example of the additional information
given by 3D chemical imaging is shown

on single crystalline CMSX-4 nickel-base
superalloy, which is heat resistant material
especially designed for gas turbine blades in jet
aircraft engines and stationary turbines used
for generating electricity.

The microstructure of this single crystal
superalloy consists of a high volume fraction of
cuboidal y’ precipitates surrounded by y matrix
channels with nanometric width and different
chemical composition. EDX microanalysis of
the y and y’ phases allows identification of the
chemical variation with nanometer resolution
and enables detection at the highest intensities
even from elements with low concentrations.
FEI's ChemiSTEM Technology is the only
analytical technique with the sensitivity

to detect the low concentration elements,

and it is the only solution that can deliver

3D, nanoscale structural and compositional
information on reqular 3 mm disk samples.

The microstructure consists of a high volume fraction of cuboidal ¥’ precipitates sur-
rounded by y matrix channels with a complex chemical composition of this alloy of

Sample Courtesy of Dr. B. Dubiel, Prof. A. Czyrska-Filemonowicz, AGH University of
Science and Technology, International Centre of Electron Microscopy for Materials

Science IC-EM, Krakéw, Poland. Ni-84Co-6.4Cr-65Ta-6.4W-568Al-28Re-104Ti-0.58 Mo (in wt %).
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DGE-Arbeitskreise

Buchbesprechung

Aberration-Corrected
Analytical Transmission
Electron Microscopy

Rik Brydson (Ed.)

RMS-Wiley Imprint (Series Editor:
Susan Brooks), John Wiley & Sons in
association with the Royal Microsopi-
cal Society, Chichester (2011), 280
pages,ISBN 978-0-470-51851-9 (har-
dcover)

Ein kleines aber feines Buch iiber
die aberrationskorrigierte analytische
Transmissionselektronenmikroskopie
(TEM). Erwachsen ist es aus einer
Sommerschule, die seit dem Jahre
2004 im Zweijahresrhythmus an der
Super-STEM-Einrichtung in den Dar-
esbury Laboratorien stattfindet; heuer
zum fiinften Mal. Die Adjektive aber-
rationskorrigiert und analytisch im
Titel weisen darauf hin, dass sowohl
Direktabbildung als auch lokale che-
mische Analyse — iiber spektroskopi-
sche Methoden wie Rontgenspektro-
skopie und Elektronenenergieverlust-
spektroskopie (EELS) — auf der Skala
einzelner Atome behandelt werden. In
besonderer Weise konnen diese Tech-
niken in der Rastertransmissionselek-
tronenmikroskopie (STEM) miteinan-
der verkniipft werden, welcher hier
deshalb der methodische Vorzug vor
der klassischen TEM gegeben wird.
Zu 9 Buchkapiteln tragen 12 fach-
kundige Autoren aus 7 britischen Uni-
versititen bei, die allesamt durch ihre
Forschungsarbeiten mit den Dares-
bury Laboratorien verbunden sind, wo
seit dem Jahre 2001 aberrationskorri-
gierte STEM betrieben wird. Anliegen
der Autoren ist es, ein einfiihrendes

und dennoch einigermallen detaillier-
tes Handbuch iiber Theorie, Hinter-
grund und Anwendung dieser Schliis-
seltechnologie der Nanomaterialfor-
schung bereitzustellen. Dem wird das
Buch vollends gerecht, und es ermog-
licht dem interessierten Leser zudem
einen leichten Einstieg in die weiter-
fiihrende Fachliteratur auf die konse-
quent verwiesen wird. Uber den ei-
gentlichen Gegenstand — STEM — hin-
aus wird in einem abschlieSenden Ka-
pitel sogar die aberrationskorrigierte
TEM im klassischen Strahlengang be-
handelt, wobei Phasenkontrasttrans-
ferfunktion und Zemlin-Tableaus be-
sprochen werden. Dies rechtfertigt
den weitergefassten Buchtitel. In
einem einleitenden Kapitel werden
TEM und STEM gegeniibergestellt
und die analytischen spektroskopi-
schen Methoden eingefiihrt. Darauf
folgt eine Abhandlung iiber Elektro-
nenoptik mit Diskussion der Abbil-
dungsfehler von (Elektronen)linsen —
den Aberrationen — und der durch sie
bewirkten Beeintrichtigung des Auf-
I6sungsvermogens der (Elektronen)
mikroskope. Desweiteren wird in
einer historischen Betrachtung der
Beitrag von Albert Victor Crewe zur
Entwicklung der modernen STEM
gewiirdigt. Ein zentrales Kapitel be-
fasst sich mit Klassifizierung, der ab-
bildungs- und Ronchigramm-basier-
ten Diagnose von Aberrationen sowie
deren Korrektur durch Multipollinsen.
Darauf folgt eine prégnante Darle-
gung der Entstehung und Simulation
des Kontrastes in der atomaraufldsen-
den STEM. In einem recht umfangrei-
chen Kapitel werden Hardwarekom-
ponenten (Beleuchtungssystem, Ra-
stereinheit, Detektoren) besprochen
und zudem praktische Hinweise

zur Wahl experimenteller Parameter
(Strahldurchmesser, Strahlstrom, Kon-
vergenzwinkel) gegeben.

Das ,,analytische® Kapitel iiber
die spektroskopischen Methoden ist
ebenfalls recht umfangreich. Dort
stellt der Editor die energiedispersive
Rontgenspektroskopie (EDXS) der
EELS gegeniiber. Es werden neueste
Spektrometerkonzepte  besprochen
sowie Nachweisgrenzen, laterales
Auflosungsvermogen und Quantifi-
zierbarkeit, wobei Hinweise auf hilf-
reiche Software nicht fehlen. Die
Folge der STEM-Kapitel wird mit ei-
nigen eindrucksvollen Beispielen der
hochstauflosenden Abbildung sowie
der lokalen Elementanalyse (beides
atomar- bzw. atomsiulenaufgeldst) an
komplexen Materialsystemen abge-
schlossen. Im Buch wird durchweg
der prosaischen Beschreibung — mit
Verweis auf instruktive Abbildungen
— der Vorzug vor der mathematischen
gegeben. Mit letzterer wird sparsam
umgegangen und dabei trotz der zahl-
reichen beteiligten Autoren eine ein-
heitliche Nomenklatur gewahrt. Diese
wird in einem Anhang tabellarisch er-
lautert, was ein leichtes Nachschlagen
ermoglicht. Ein weiterer Anhang fiihrt
in {iibersichtlicher Weise die unter-
schiedlichen etablierten Nomenklatu-
ren zur Beschreibung der Aberratio-
nen auf. Insgesamt ist ein Handbuch
zum ziigigen Erfassen der Kern-
elemente der aberrationskorrigierten
analytischen (S)TEM entstanden,
welches zudem Lesevergniigen berei-
ten kann.

Besprochen von:
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Armin Feldhoff
Leibniz Universitidt Hannover
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Nationaler und Internationaler Tagungskalender

Nationaler und Internationaler Tagungskalender

2012

10. Labormeeting des DGE-
Arbeitskreises Elektronenmikro-
skopische Erregerdiagnostik
(AK-EMED)

15.6.2012, Paul-Ehrlich-Institut
Langen, Organisation: AK-EMED,
http://www.dge-homepage.de/
akemed_2012_labmeeting_
ankuendigung.pdf

Workshop on EELS in Materials
Sciences

18.-20.6.2012, Angstrém Laboratory
in Uppsala, Sweden, Organization:
Uppsala Universitiit,
http://personal.teknik.uu.se/
Teknikvetenskaper/elmin/eels.php,
http://www.dge-homepage.de/
activity_eels_mat_sci_2012.pdf

7. AK-FIB Workshop (Dreiléinder-
arbeitskreis)

25.-27.6.2012, TU Dresden/Leibniz-
Institut fiir Festkorper- und Werk-
stoffforschung (IFW), Dresden,
Organisation: Dreildnderarbeitskreis
,,FIB*“ der DGE, ASEM und SSOM
und dem Arbeitskreis ,,FIB-Anwen-
dungen in der Materialographie* der
DGM, http://www.dge-homepage.de/
akfib_2012_2ndannouncement.pdf

Quantitative Interpretation of
TEM Imaging and Diffraction
Data, Symposium dedicated to
Professor Mike Whelan in celebra-
tion of his 80th birthday
20.7.2012, University of Oxford,
Oxford, UK,
https://www.eventsforce.net/iop/fron
tend/reg/thome.csp?pagelD=112381
&eventID=276&event]ID=276

TEM UCA 2012 Summer
Workshop

9-13.7.2012, Cadiz University,
Puerto Real, Cadiz, Spain,
Organization: Structure and
Chemistry of Nanomaterials Group
(EQnm), http://www?2.uca.es/
dept/cmat_qginor/catalisis/tem-uca/
welcome .htm

Summer school on Micro- and
Nano- structural characterization
of materials, focused on electron
microscopy

11.-15.7.2012, Thessaloniki, Greece,
Organization: Electron Microscopy
Laboratory, Aristotle University of
Thessaloniki, http://micronano2012.
physics.auth.gr/

ULTRAPATH XVI - 16th
Conference on Diagnostic Electron
Microscopy, Basic Research &
Oncology

6.-10.8.2012, University Medical
Center Regensburg, Regensburg,
Organisation: Society for
Ultrastructural Pathology,
http://www.conventus.de/ultrapath/,
http://www.ultrapath.org/

27th European Crystallographic
Meeting (ECM27), Session MS38:
Structure solution of minerals and
inorganics by electron crystallo-
graphy

6.-11.8.2012, Bergen, Norway,
Organization: European Crystallo-
graphic Association,

http://ecm27 .ecanews.org/home.html

European Mineralogical Conferen-
ce, Session 12b: Nano- to micro-
scale platform in the geosciences:
Advances in analytical techniques
2.-6.9.2012, Johann Wolfgang
Goethe-Universitit, Frankfurt,
Organisation: Deutsche Mineral-
ogische Gesellschaft (DMG),
http://emc2012 .uni-frankfurt.de/
index.php?id=4, http://emc2012.
uni-frankfurt.de/uploads/media/
emc2012_poster_A2.pdf

5th SuperSTEM Summer School
on Aberration Corrected STEM
14.-16.9.2012, Manchester, UK, Or-
ganization: SuperSTEM Daresbury,
http://www.superstem.org/events/
summerschool2012

15th European Microscopy
Congress, EMC 2012
16.-21.9.2012, Manchester Central
Convention Complex, Manchester

(Veranstaltungsort wurde geindert!),
Organization: EMS, RMS, EMAG,
http://www.emc2012.org.uk/

Basiskurs bio-medizinische Trans-
missions-Elektronenmikroskopie
24.-26.9.2012, Robert-Koch-Institut
(RKI), Berlin, Organisation: RKI,
DGE, http://www.dge-homepage.de/
activity_tem_basiskurs.pdf

NIBSC/JEOL/LEICA CryoEM -
Workshop

1.-5.10.2012, NIBSC Imaging
laboratory, Potters Bar, London, UK,
Organization: NIBSC with JEOL
(UK) Ltd und LEICA,
http://www.eurmicsoc.org/events/
NIBSC_Jeol_Leica_CryoEM-
Workshop_2012.pdf

2013

40th Annual Meeting of SCUR
2013

12.5-14.5.2013, Salzburg, Austria
Organization: Society for Cutaneous
Ultrastructure Research (SCUR)
http://orgs.dermis.net/content/e04scu
r/e03meetings/e770/e1070/index_ger.
html

Microscopy Conference MC2013,
combining the Dreiléiindertagung
2013

(D-A-CH) and the MCM2013
25.-30.8.2013, Regensburg, Germany
Organisation: Deutsche Gesellschaft
fiir Elektronenmikroskopie (DGE)
http://www.dge-homepage.de und
http://mc2013.de

2014

18th International Microscopy
Congress IMC 2014
7.-12.9.2014, Prague,

Czech Republic, Organization:
Czechoslovak Microscopy Society,
http://www.imc2014.com/
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High Speed

Analytics

with TEM
JEOL

CENTURIO

1 sr solid angle

100 mm? active area

High sensitiv, high throughput analysis

-t';ﬂ'

The automatically retractable side entry design
allows fast repositioning to avoid irradiation from
back-scattered electrons.

256x256px, exposure time:
70 sec at 320.000 cps

High Speed Map

of Semiconductor R
Device | L i“”/ 7,

JeEOL

Global Solutions Provider for Advanced Technology

i JEOL (Germany) GmbH - Oskar-v.-Miller-StraRe 1A - D-85386 Eching
www.jeol.de Tel.:+49 (0)8165 77-346 - Fax:+49 (0)8165 77-512 - E-Mail: sales@jeol.de



The single crystal CMSX-4 nickel-base
superalloy is designed for gas turbine blades
operating at high temperature in jet aircraft
and electrical power generation applications.

FEI's patented 4-detector ChemiSTEM™
Technology combined with STEM
tomography on FEI’s Titan G2 S[TEM allows
determination of 3D structural and chemical
compositional information at the nanoscale,
giving you the most complete set of data for
evaluating material property and function.

Titan™ G2 60-300 with ChemiSTEM™ Technology
2D & 3D Chemical Imaging on Turbine Blade Material

} 500 nm i

} 500 nm i }._Ml.{

The microstructure consists of a high volume fraction of cuboidal y' precipitates surrounded by y matrix channels with a complex
chemical composition of this alloy of Ni— 8.4 Co-6.4Cr-65Ta - 6.4 W - 5.68 Al - 2.8 Re —1.04 Ti — 0.58 Mo (in wt %),

Sample Courtesy of Dr. B. Dubiel, Prof. A. Czyrska-Filemonowicz, AGH University of Science and Technology, International
Centre of Electron Microscopy for Materials Science IC-EM, Krakow, Poland.

Discover how to make every electron
count at fei.com/chemistem.

F E I Explore. Discover. Resolve.




